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VerschleiRanalyse von unterschiedlich

beschichteten
polierter Schneidstempel Stempeln im Stanzprozess
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VerschleiBmessung des V-Biegestempels mit Digitalmikroskop VHX 7000

VerschleiBmessung der verwendeten Schneldstempel mit Digitalmikroskop VHX 7000, 300 fache VergroRerung bei 100 facher VergroRerung
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